Seminar odd. 26
Tenkych vrstev a nanostruktur

Program seminare o Scanning Microwave Microscopy

Fyzikalni ustav AVCR, Cukrovarnicka 10, zasedaci mistnost, budova B

Spolu s Dr. Matthiasem Fennerem z Agilentu pfijede i Dr. Joseph
Shaw z Imperial College London.

Navrhovany program je:
Utery 17. dubna 2012

10:00 Zahajeni, Prehled metod méreni elektrickych vlastnosti
materialt pomoci AFM, Dr. Matthias Fenner, Agilent Technologies

10:30 Fabricating organic semiconductor nanostructures, Dr. Joseph
Shaw, Imperial College London (abstrakt posilam na konci E-mailu)

11:30 Scanning Microwave Microscopy — Principles, Advantages,
Calibration, Dr. Matthias Fenner, Agilent Technologies

12:30 —13:30 Prestavka na obéd
13:30 Ukazky méFeni SMM + méFeni vzorkt FZU pomoci SMM
Stfeda 18. dubna 2012

9:00 Mé&Feni vzorkt FZU pomoci SMM dle zajmu tugastnik(

odborny garant: RNDr. Antonin Fejfar, CSc.
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